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产品名称 扬州首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法
检测标准

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

5.1 X射线荧光光谱分析仪;锰元素在5.89keV能量位置的峰,分辨率优于170eV。

5.2 金、银、铂、钯等标准物质:国家标准物质或工作标准物质,工作标准物质应经适当方法准确定值，并
可溯源。

6.测试方法

6.1 仪器的校核

根据仪器的具体要求定期进行校核。

6.2 测试条件

6.2.1 实验室的环境条件应满足相应的仪器要求。

6.2.2 仪器达到稳定状况后,方可进行测量。

6.2.3 测定标准物质,根据其各元素含量的标准伍和强度值建立工作曲线。

6.3 测试方法

6.3.1 检查样品品种、印记、外观等。

6.3.2 定性分析,确定样品主元素和杂质元素组分。

6.3.3 根据定性分析结果，选择纯度等级与杂质组分基本区配的标准物质,每个标物质测量不少于3次,重复
测量后求得平均值,再以其各元素含量的标准值和相应平均值为参数，绘制校正曲线,求出校正曲线的线性



方程。

6.3.4 实验室应对校正曲线进行验证，若漂移较大应重新建立。

6.3.5
测试样品，根据6.3.3建立的校正曲线，将测量值代入校曲线的线性方程,计算得到样品测量值的校正值。

6.3.6 每件样品选取不少于三个有代表性的、不同位置的测试点,通过重复测量计算其平均值。

6.3.7 样品的测量结果（多次测量得到的校正值的平均值）以千分数表示，保留到个位。

7.影响测量结果的因素

由于首饰产品的特殊情况，受方法原理的限制,在使用本方法时检测人员应了解和熟悉以下影响测量结果
的因素(这些影响因素在不同情况下将对特征谱线强度的采集产生很大的影响，甚至造成误判)：

——被测样品与标准物质所含元素组分和含量有较大的差异;

——被测样品的表面有镀层或经化学处理;

——测量时间;

——样品的形状;

——样品测量的面积;

——贵金属的含量多少;

——被测样品的均匀程度(包括偏析和焊药等)。

8.测量结果的处理

8.1 考虑第7章中的各种影响因素,检测实验室应对测量结果做不确定度评估(评估方法参照附录B进行),根
据评估结果确定测量结果范围(测量结果±测量不确定度),随贵金属主含量的降低,测量结果范围将增大。

8.2 按照测量结果范围进行筛选判定：

a) 符合:测量结果范围下限大于或等于标称值低限。

b) 不符合:测量结果范围上限小于标称值低限,但本标准不能单独作为不符合判定依据。

更多标准内容点击以下链接获取标准全文：
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